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Разработка композиционных материалов, содержащих квантовые точ-

ки и нити, является одним из перспективных направлений при создании 
новых типов полупроводниковых лазеров и сред, усиливающих оптиче-
ское излучение [1]. В настоящее время теоретически и экспериментально 
исследованы электромагнитные свойства регулярных объемных решеток, 
в узлах которых находятся квантовые точки или нити [2, 3]. Для анализа 
оптических свойств таких структур необходимо использовать электроди-
намические методы. Это связано с тем, что частотные и поляризацион-
ные свойства активных композитов зависят от формы квантовых нитей 
и точек, а также их ориентации по отношению к направлению распро-
странения оптического излучения. 

В условиях производства активных композитов неизбежен разброс 
материальных и конструктивных параметров квантовых точек и нитей. 
Доклад посвящен численному исследованию влияния отклонения мате-
риальных и конструктивных параметров активных композитов на их оп-
тические свойства. 

Разработаны вычислительные модели активных композитов, в основе 
которых используются метод минимальных автономных блоков и метод 
конечных элементов. 

Приводятся результаты численного исследования чувствительности 
коэффициента усиления активного композита к раздельному и совмест-
ному варьированию размеров квантовых точек, формы квантовых точек, 
оптические параметров материала, образующего квантовые точки, про-
странственного распределения и ориентации квантовых точек. 

Установлена чувствительность оптических свойств к разбросу пара-
метров и выработаны рекомендации к точности изготовления активных 
композитов на квантовых точках и нитях. 
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